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1 . Le present rapport d'examen prelimlnaire international, etabli par I'administaratlon chargee de Texamen prelinnlnaire 
international, est transmis au deposant conformement a Particle 36. 



2. Ce RAPPORT comprend 6 feuilles, y compris la presente feuille de couverture. 

□ li est accompagne d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilies de la description, des revendications ou des desslns qui 
ont ete modifiees et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites 
aupres de I'administration chargee de I'examen prelimlnaire International (voir la regie 70.16 et Tinstruction 607 
des Instructions administratives du PCT). 

Ces annexes comprennent feuilles. 
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I. Base du rapport 

1 . En ce qui concerne les elements de la demande internationale (les feuilles de remplacement qui ont ete 
remises a /'office recepteur en reponse a une invitation faite conformement a /'article 14 sont considerees, dans 
le present rapport , comme "initia/ement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'el/es ne 
contiennent pas de modifications (regies 70, 16et 70.17)) : 

Description, Pages 

1-21 telles qu'inltialement deposees 
Revendications, No. 

1 -6 telles qu'initlalement deposees 
Dessins, Feuilles 

AJ3-3/3 telles qu'initlalement deposees 

2. En ce qui concerne la langue, tous les elements indiques ci-dessus etaient a la disposition de I'administration 
ou lui ont ete remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a ete deposee, sauf indication 
contraire donnee sous ce point. 

Ces elements etaient a la disposition de I'administration ou tui ont ete remis dans la langue suivante: ,qui est: 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la reclierche internationale (selon la regie 23.1 (b)), 

□ la langue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la regie 55.2 ou 
55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide aminesdivulguees dans la demande 
internationale (le cas echeant), I'examen preliminaire internationale a ete effectue sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande internationale, sous forme dechiff rable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement a Tadministration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrabie par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-dela 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrabie par ordinateur sont identiques 
a celles du iistages des sequences Presente par ecrit, a ete fournie. 

4. Les modifications ont entraine I'annulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, nos : 

□ des dessins, feuilles : 
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5 □ Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees 
comme allant au-dela de I'expose de I'lnvention tel qu'll a ete depose, comme il est indique ci-apres (regie 
70.2(c)) : 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 
et annexee au present rapport,) 

6. Observations complementaires, le cas echeant : 

V- Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite 
d'application industrlelle; citations et explications a Tappui de cette declaration 

1. Declaration 

Nouveaute Oui: Revendications 1-6 

Non: Revendications 

Activite inventive Oui: Revendications 1-6 

Non: Revendications 

Possibilite d'application industrielle Oui: Revendications 1 -6 

Non: Revendications 

2. Citations et explications 
voir feuille separee 
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Concernant le point V 

Declaration motivee quant a la nouveaute, i'activite inventive et la possibilite 
d'application industrielle; citations et explications a I'appul de cette declaration 

II est fait reference au document suivant : 

D1 : BIGARRE J ET AL: "Trapping of electrical cliarges and laser damage" PROC. SPIE - 
INT. see. OPT. ENG. (USA), PROCEEDINGS OF THE SPIE - THE INTERNATIONAL 
SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING, 2003, SPIE-INT. SOC. OPT. ENG, USA, vol, 
4932, mai 2003 (2003-05), pages 258-267, XP002289327 ISSN: 0277-786X 



1 Revendications 1 et 2 

1-1 Le document D1 , qui est considere comme etant i'etat de la technique le plus proche 
de I'objet de la revendication 1 , decrit (les references entre parentheses s'appliquent a ce 
document) une methode pour aider au choix du meilleur precede de fabrication d'un 
composant optique destine a etre soumis a des flux lasers (page 259, dernier paragraphe; 
page 260, avant-dernier paragraphe). La mesure se fait par cathodoluminescence, le 
composant recevant un faisceau electronique d'une energie et d'une focalisation donnee. 
Ptusieurs composants optiques issus de precedes de fabrication differents sent testes 
selon la memo procedure et dans les memos conditions (page 259, dernier paragraphe). 
Une valeur de cathodoluminescence plus faible indique alors implicitement une densite de 
defaut moins forte et done un precede de fabrication avantageux (page 259, avant-dernier 
paragraphe). 

1-2 Par consequent, I'objet de la revendication 1 differe de la methode connue en ce que 
plusieurs mesures de cathodoluminescence sent effectuees sur chaque composant teste, 
et que la valeur utilisee pour la comparaison est une moyenne des valeurs obtenues 
calculee pour chaque composant. Une difference supplementaire reside dans le fait que 
rintensite de la mesure de cathodoluminescence est controlee par la mesure du courant 
de masse sur le composant. 

Uobjet de la revendication 1 est done nouveau (article 33(2) PCT). 
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1-3 II est connu que la distribution de defauts sur la surface d'un composant n'est pas 
homogene (document D1, page 264, conclusion). Un premier probleme que se propose de 
resoudre la presente invention peut done etre considere comme etant de trouver une 
methodologie de mesure fiable afin d'eviter la trop forte incertitude engendree par cette 
Inhomogen^ite. Un deuxidme probleme est par ailleurs le controle de I'intensite de la 
mesure de cathodoluminescence. 

1-4 II est evident pour I'homme de metier travaillant dans le domaine de la qualite dans 
I'industrie que toute mesure est une operation statistique. Pour rester le plus fiable 
possible, par exemple quand le composant a tester possede une surface et que la 
grandeur est surfacique, et a plus forte raison quand cette grandeur est inhomog6ne, II 
paraTt n^cessaire k I'homme du metier de faire plusieurs mesures en des points differents 
de la surface, puis d'utiliser un outil statistique pourtraiter I'ensemble des donnees. II est 
tout aussi evident qu'une simple moyenne est I'outil le plus simple pour I'ingenieur. La 
solution proposee dans la revendication 1 de la presente demande pour resoudre ie 
premier probleme pose ne peut done etre consideree en elle-meme comme inventive. 
Cependant, bien que le courant de masse et I'energie de la mesure de 
cathodoluminescence soient reconnus comme ayant une cin^tique similaire pour un 
certain type de defaut NBOHC (D1 , page 262, paragraphe 2), il n'apparait aucune 
indication dans le document D1 sur un possible lien entre les deux qui permettrait un 
controle de ladite intensite par ledit courant de masse. Ceci permet la reproductibilite dans 
le temps des mesures de cathodoluminescence et done la comparaison de differents 
echantillons issus de differents precedes de fabrication. 

1-5 La solution au deuxieme probleme propos6e dans la revendication 1 de la presente 
demande, solution qui est consideree inventive en elle-meme, et la combinaison de 
caracteristiques de ladite revendication 1 resolvant deux problemes differents, mais 
combinees en vue d'un meilleur ehoix de precedes de fabrication d'un composant optique 
destine a etre soumis a des flux lasers, sent done considerees comme impllquant une 
activite inventive (article 33(3) PCT). 

1-5 La revendication 2 depend de la revendication 1 et satisfait done egalement, en tant 
que telle, aux conditions requises par le PCT en ce qui concerne la nouveaute et I'activite 
inventive. 
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2 Revendication 3 

2-1 Le document D1 , qui est considere comme etant Tetat de la technique le plus proche 
de I'objet de la revendication 3, decrit (les references entre parentheses s'appliquent a ce 
document) la possibilite de controler un etat de surface en mesurant des densites de 
defauts sur la surface d'un composant optique a tester par cathodoluminescence (page 
264, conclusion). 

2-2 L'objet de la revendication 3 differe de cette methode connue en ce que le test 
propose correle la mesure de la tenue au flux des composants, en soi connue et qui sert 
ici d'etalonnage de la methode, et la mesure par cathodoluminescence. Uobjet de la 
revendication 3 est done nouveau (article 33(2) PCX). 

2-3 Le probleme pose est done, une fois Toutil de mesure au point 
(cathodoluminescence), de mettre en oeuvre une methodologie de test systematique pour 
une chaTne de fabrication de composants optiques. 

2-4 La cathodoluminescence servant dans I'art anterieur a mesurer les defauts d'un 
composant, il apparaTt inventif de I'utiliser au moyen d*un etalonnage a la mesure de tenue 
au flux laser (article 33(3) PCT). De plus, contrairement aux methodes de mesure connue 
de tenue au flux laser (comme celle utilisee ici en etalonnage), la cathodoluminescence, 
une fois etalonnee, est non destructive. Cette caracteristique permet un test systematique 
de chaque composant fabrique. 

2-5 Les revendications 4 a 6 dependent de la revendication 3 et satisfont done 
egalement, en tant que telles, aux conditions requises par le PCT en ce qui concerne la 
nouveaute et I'activite inventive. 
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